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芯片测试现状及挑战



在设计阶段对芯片进行功
能验证和性能评估，确保
设计满足规格要求。

芯片设计验证 制造过程测试 成品测试

在芯片制造过程中进行各
种测试，包括晶圆测试、
封装测试等，以检测制造
缺陷。

对制造完成的芯片进行全
面测试，包括功能测试、
性能测试、可靠性测试等，
确保芯片质量。

030201

当前芯片测试流程



测试设备成本

购买和维护测试设备需要耗费大量资金，增加测试成本。

测试人力成本

芯片测试需要专业的测试人员，人力成本随测试量增加而增加。

测试周期成本

测试周期长短直接影响产品上市时间，过长的测试周期会增加时
间成本。

测试时间成本分析



传统测试方法效率低下，
难以满足大规模生产需求。

测试效率不高

部分测试方法难以覆盖所
有芯片功能和性能，存在
漏测风险。

测试覆盖率不足

当芯片出现故障时，传统
测试方法难以准确定位故
障原因，增加维修难度和
成本。

故障定位困难

面临的主要挑战
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优化芯片测试时间策略



    

并行测试技术

并行测试原理

利用多个测试资源同时对芯片进行测

试，提高测试效率。

并行测试实现方式

采用多通道测试系统、并行测试算法

等。

并行测试优势

缩短测试周期，降低测试成本，提高

测试覆盖率。



将复杂的芯片测试任务分解为多个层次，逐层进
行测试。

分层测试原理

功能测试、模块测试、系统测试等。

分层测试实现方式

提高测试针对性，减少重复测试，便于问题定位。

分层测试优势

分层测试方法
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根据芯片特点和测试需求选择合适的自动化测试

工具。

自动化测试工具选择

包括测试脚本编写、测试数据生成、测试结果分

析等。

自动化测试工具应用场景

提高测试效率，减少人为错误，支持持续集成和

持续测试。

自动化测试工具优势

自动化测试工具应用
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硬件加速技术在芯片测试
中应用



硬件加速器是一种专用于执行某些计

算密集型任务的硬件设备，通过并行

处理、专用电路等技术提高计算效率。

硬件加速器可以显著提高芯片测试速

度，降低测试成本，同时减少测试过

程中对主机CPU的占用，提高系统整

体性能。

硬件加速器原理及优势

优势

原理



03

ASIC加速

针对特定芯片测试需求设计的专用集成电路，具有极高的性能

和能效比，适用于大规模、高复杂度的芯片测试任务。

01

GPU加速

利用GPU强大的并行处理能力，对芯片测试中的大规模数据进

行高效处理，显著缩短测试时间。

02

FPGA加速

FPGA具有可重构性，可以根据芯片测试需求定制专用电路，实

现高速、低延迟的测试数据处理。

典型硬件加速器案例分析



根据芯片测试需求选择合适的硬件加速器类型，如GPU、

FPGA或ASIC，同时考虑加速器的性能、成本、易用性等因

素。

选型建议

针对选定的硬件加速器，进行合理的配置和优化，如调整并

行度、优化数据传输等，以充分发挥加速器的性能优势。此

外，还需考虑与现有测试系统的兼容性和集成难度，确保硬

件加速器的顺利应用。

配置建议

硬件加速器选型与配置建议
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